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     Одним из наиболее важных преимуществ термометрии излучения являются отсутствие контакта с измеряемым объектом и быстродействие. Однако, чтобы определить термодинамическую (истинную) температуру T непрозрачного объекта необходимо знать его спектральную излучательную способность 
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 в направлении визирования при заданной длине волны 
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. Как известно, величина 
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 зависит от многих факторов и во многих случаях неизвестна. В связи с этим получили распространение методы определения температуры материалов по спектру теплового излучения [1-3]. Причём в [1], высказана, фактически, только идея данного подхода для линейной зависимости логарифма излучательной способности от длины волны (без экспериментальной проверки). Согласно данному подходу в качестве исходных данных использовался зарегистрированный набор интенсивностей 
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 собственного излучения свободно излучающего объекта при m длинах волн. Соответствующая система из m уравнений будет иметь m+1 неизвестных: температура T и величины 
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. В этом случае задача определения температуры имеет бесконечное множество решений и является некорректно поставленной. Однако, если искомую излучательную способность аппроксимировать некоторым числом параметров n, причем n+1<m, то тогда задача одновременного определения температуры и зависимости излучательной способности от длины волны может быть решена как-либо численным методом. Как правило, при значениях n больше 4-5 малым отклонениям входных данных могут соответствовать большие отклонения выходных данных, т.е. указанная задача становится некорректно поставленной. Основные трудности этого подхода: неоднозначность выбора параметрической модели излучательной способности объекта и в связи с этим неоднозначность оценки неопределённости полученных результатов. Кроме того, необходимо совместить два взаимоисключающих требования высокой точности аппроксимации параметрической модели 
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 при малом числе параметров. Информация о положении максимума в спектре излучения, и, соответственно, отклонение от закона смещения Вина, не используется.
     В данном сообщении определение истинной температуры и зависимости излучательной способности объекта основано на использовании специальной функции - относительной излучательной способности поверхности свободно излучающего нагретого тела, и уравнения, полученного на основе равенства нулю производной спектральной интенсивности в точке спектрального максимума излучения. Полагалось, что эта длина волны найдена экспериментально или с помощью аппроксимации экспериментальных данных. Первоначально предполагалось, что среда, разделяющая объект измерения и прибор, прозрачна для теплового излучения. Термодинамическая температура поверхности тела определялась в два этапа. 
     На первом этапе в качестве исходных данных использовался массив зарегистрированных спектральных интенсивностей, принадлежащих заданному спектральному участку. Этот набор преобразовывался в массив относительных спектральных излучательных способностей при предполагаемой температуре поверхности. Показано, что такое преобразование обладает рядом преимуществ [4].
     Во-первых, полученную спектральную зависимость относительной излучательной способности можно представить графически, в частности, при температуре близкой к искомой.
     Во-вторых, позволят выбрать сначала визуально, а затем с помощью узкого спектрального окна [5], спектральный интервал, на котором искомая излучательная способность определяется малым числом параметров, в частности, линейно зависит от длины волны.
     Для линейного случая искомая зависимость определялась по смене выпуклости линии относительной спектральной излучательной способности, когда варьируется предполагаемая температура. Затем, для данного спектрального интервала выбиралась параметрическая модель излучательной способности поверхности и искомые параметры модели и температура определялась методом наименьших квадратов. 

     На втором этапе по полученным данным истинная температура поверхности вычислялась ещё раз путём решения уравнения, полученного ранее. В этом уравнении был выделен параметр, который характеризует оптические свойства поверхности и её температуру. Показано, что неопределённость этого параметра определяет температурный интервал, к которому принадлежит истинная температура поверхности. Найдена величина параметра, при которой для определения истинной температуры поверхности может быть использован закон смещения Вина.

     Итак, на первом и втором этапах были получены два значения истинной температуры соответственно. В итоге выбиралась та величина, которая имела наименьшую неопределённость.

     Проведено обобщение на случай, когда окружающая среда не излучает и может быть полностью охарактеризована её пропускательной способностью.

     Представлены результаты определения истинной температуры поверхности непрозрачных материалов по экспериментальным данным.
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